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AVANT-FROFOS

CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de( horm
bosée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). |
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation g
bines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités;\publie des
hationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
pssé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales
ernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux..La)CEIl collabore étr
I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions_fixées par accord §
organisations.

Hécisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans I3
pssible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné gue les Comités nationaux in
représentés dans chaque comité d’études.

documents produits se présentent sous la forme de recommiandations internationales. lls sonf]
ne normes, spécifications techniques, rapports technigues/ou guides et agréés comme tels
tés nationaux.

le but d'encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appl
h transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs
nales et régionales. Toute divergence entre Ja.horme de la CEIl et la norme nationale ou r|
spondante doit étre indiquée en termes clairs_dans cette derniére.

El n’a fixé aucune procédure concernant le;smarquage comme indication d’approbation et sa respo
pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a 'une de ses normes.

ention est attirée sur le fait que certdins des éléments de la présente Norme internationale peuv
et de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre ten
bnsable de ne pas avoir identifiéde tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenc

me internationale CEI. 60512-6-2 a été établie par le sous-comité 48B: Connecte
d'études 48 de la,.CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniqus
ments électroniques.

norme annule.et remplace I'essai 6b de la CEl 60512-4, parue en 1976, do
e une révision technique.

Le texe de-Cétte norme est issu des documents suivants:
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EDIS Rapport de vote

48B/1139/FDIS 48B/1190/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette
date, la publication sera

* rec

onduite;

* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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Part 6-2: Dynamic stress tests —
Test 6b: Bump
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FOREVWORD
EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardizationco
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC/,is to

hational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic f
end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards(~Their prepa

the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the Inte

rganizations.

all interested National Committees.

Hocuments produced have the form of recommendations for intérnational use and are published in
andards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the
mittees in that sense.

der to promote international unification, IEC NatiopalyCommittees undertake to apply IEC Inte

ated in the latter.
pbment declared to be in conformity with ofie-of its standards.

tent rights. The IEC shall not be held*responsible for identifying any or all such patent rights.
tional Standard IEC 60512-6-2 has been prepared by subcommittee 48B: Conn

nic equipment.

This sfandard cancels.and replaces test 6b of IEC 60512-4, issued in 1976, and consti

technig

The te

al revision.

t of this.standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

mprising
promote
elds. To
ration is

sted to technical committees; any IEC National Committee interested in thessubject dealt with may
Cipate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizationg liaising

national

nization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined) by agreement between the

formal decisions or agreements of the IEC on technical matters{express, as nearly as posgible, an
hational consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has repregentation

the form
National

national

dards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
gence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall b¢g clearly

IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsiblg for any

tion is drawn to the possibility that seme of the elements of this International Standard may be thq subject

ectors,

technical committee 48 Electromechanical components and mechanical structures for

futes a

48B/1139/FDIS 48B/1190/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting

indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

¢ rec

onfirmed;

* withdrawn;

* rep

laced by a revised edition, or

e amended.
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 6-2: Essais de contraintes dynamiques —
Essai 6b: Secousses

1 Généralités

1.1 I})omaine d'application et objet

La pré
pour

d'étud
lorsqu’

L'objet
compo

sente partie de la CEl 60512 est utilisée, lorsque la spécification particulieére le prescrit,

ssayer des composants électromécaniques du domaine d'application du
s 48 de la CEIl. Cet essai peut aussi étre effectué sur des dispositifs sim
une spécification particuliére le prescrit.

de cet essai est d'établir une méthode d'essai normalisée_pour évaluer I'aptitug
sant a supporter des secousses a des sévérités spécifiéest

1.2

Les ddcuments normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la réf|
qui y gst faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI

Pour |
ne s’a
partie
plus ré
dernié
I''SO p

CEl 6(
Secou

CEl 6
Partie

CEl 6
Partie
de con

éférences normatives

s références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publi
bpliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la prn
de la CEIl 60512 sont invitées a reche&rcher la possibilité d'appliquer les éditiq
centes des documents normatifs indigués ci-aprés. Pour les références non dat
e édition du document normatif enzréférence s’applique. Les membres de la CH
ossédent le registre des Normes-internationales en vigueur.

068-2-29:1987, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais. Essai Eb et
ESes

D512-1-1, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mes
1-1: Examen général — Essai 1a: Examen visuel

D512-2-1)Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mes
2-1: EsSajs de continuité électrique et de résistance de contact — Essai 2a: Rés
tact =<Meéthode du niveau des millivolts

comité
ilaires,

e d'un

grence
60512.
cations
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guide:
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CEl 6

'\’;1’)-’)-2, Connecteurs POLLE équipnmnnfe t:'\lnr\frnniqune — Fssajs et mes

ires —

Partie 2-5: Essais de continuité électrique et de résistance de contact — Essai Z2e:
Perturbation de contact

CEIl 60512-7:1993, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures —

Partie

2 Pr

7: Essais d'étanchéité

éparation du spécimen

Les spécimens doivent étre équipés de leurs accessoires normaux, montés et cablés
conformément a la spécification particuliére.
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 6-2: Dynamic stress tests —
Test 6b: Bump

1 General

1.1 Sgope and object

This

electrogmechanical components within the scope of IEC technical committee 48./This te]

also b

The ol

to withgtand specified severities of bump.

1.2 Normative references

The fo

constitute provisions of this part of IEC 60512-\For dated references, subs

amend

agreements based on this part of IEC 60512 are_ encouraged to investigate the possit
g the most recent editions of the normative documents indicated below. For uhdated
of IEC

applyin
referer

and ISP maintain registers of currently valid\International Standards.

IEC 60

IEC 6
Part 1

IEC 6
Part 2

art of IEC 60512, when required by the detail specification, is used,for [testing

used for similar devices when specified in a detail specification.

ject of this test is to define a standard test method to assess the’ability of comp)|

lowing normative documents contain provisions which, through reference in th

ments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, pa

ces, the latest edition of the normative(document referred to applies. Members

068-2-29:1987, Environmental teSting — Part 2: Tests — Test Eb and guidance: B

0512-1-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measuremsg
L1: General examinatioh + Test 1a: Visual examination

0512-2-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measuremsg
L1 Electrical continuity and contact resistance tests — Test 2a: Contact resist

ymp

bnts

bnts
ance

Millivolt level method

IEC 6[0512-2:5/ Connectors for electronic equipment — Tests and measureménts
Part 215: Efeetrical continuity and contact resistance tests — Test 2e: Contact disturbangce
IEC 6051t2=71998,—Counmectors for efectronic equipment = Tests and measuremnrents

T
Part 7: Sealing tests

2 Pr

eparation of the specimen

st may

onents

s text,
equent
ties to
ility of

Specimens shall be equipped with their normal accessories, mounted and wired as specified
in the detail specification.
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Les spécimens doivent étre essayés de fagon que tous les montages mécaniques, tels que
les arrangements de fixation sur panneaux, les dispositifs de verrouillage et de maintien
soient pleinement utilisés.

Les détails du circuit de contrdle y compris la méthode et les points de fixation des capteurs
sur le spécimen doivent étre spécifiés.

Une longueur minimale de 200 mm de fil ou de cable doit rester libre de part et d’autre du
spécimen, sauf indication contraire de la spécification particuliére. Le fil ou le cable doit étre
fixé sur le plateau de base du montage de secousses (ou a un endroit similaire).

3 M&thode d'essai

Cet espai doit étre effectué conformément a l'essai Eb: Secousses, de la CEI60068-2129, en
utilisant le degré de sévérité prescrit dans la spécification particuliére.

4 Mesures

4.1 Ues mesures initiales doivent étre effectuées conformément'a-la spécification particdliére.
4.2 Mesures en cours d’essai
Au colrs des 200 derniéres secousses, un controle de‘continuité électrique doit étre effectué

en accrd avec la CEl 60512-2-5, Essai 2e: Perturbation de contact, sauf indication cgntraire
de la sjpécification particuliére.

Pour l¢ controle de continuité, les contacts et'le blindage doivent étre reliés en série, suivant
les indjcations de la spécification particuliére.

La conldition de charge en courant doit,étre de 100 mA, sauf indication contraire.
La limite de durée de la perturbation doit étre indiquée dans la spécification particuliere

4.3 Mesures finales

Les spécimens doivent étre vérifiés sur les plans électrique et mécanique par les |essais
suivants, sauf indication contraire de la spécification particuliere.

Examgn visuel:.CEl 60512-1-1, Essai 1a.

Un exgmen visuel du spécimen doit étre effectué sans démontage. Il ne doit y avoir ni|jeu, ni
déplacementde pieces, ni deterioration mecanique susceptibtes d'aftererte fonctionmement.

Résistance de contact — Méthode du niveau des millivolts: CEl 60512-2-1, Essai 2a.
La résistance de contact ne doit pas étre supérieure a la valeur maximale spécifiée.

Etanchéité (si applicable): CEl 60512-7, Essai 14b ou d’autres essais de la partie 14: Essais
d’étanchéité, selon la CEIl 60512-1-100, suivant les indications de la spécification particuliere.
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Specimens shall be tested in a manner such that all mechanical features, such as
panel-mounting arrangements, locking and retaining devices, are fully utilized.

Details of the monitoring circuit, including the method and attachment points of sensors on the
specimen shall be specified.

A minimum of 200 mm of wire or cable shall be unsupported on both ends of the specimen,
unless otherwise specified in the detail specification. The wire or cable shall be secured to the
bump fixture bottom plate (or similar location).

3 Testmethod

This tgst shall be carried out in accordance with IEC 60068-2-29, Test Eb: Bump, us|ng the
degreq of severity specified in the detail specification.

4 Measurements

4.1 In[ial measurements shall be carried out as specified by the detail specification.
4.2 Me¢asurements during the test
Unlesq otherwise specified by the detail specification, ddring the last 200 bumps, monitoring

of elegtrical continuity shall be carried out according\to' IEC 60512-2-5, Test 2e: Qontact
disturbance.

The cqgntacts and screen shall be connected ingseries as specified in the detail specification
when onitoring continuity.

The elgctrical load condition shall be 100~mA for all contacts, unless otherwise specified.
The limit of duration of contact disturbance shall be specified in the detail specification.

4.3 Fipal measurements

The specimen shall berelectrically and mechanically checked by the following tests, |unless
otherwjise specified in the detail specification.

Visual |examinatien: IEC 60512-1-1, Test 1a.

The specimen shall be visually examined without dismantling. There shall be no loo$ening,
displagement of parts or mechanical damage such as to impair operation.

Contact resistance — Millivolt level method: IEC 60512-2-1, Test 2a.
The contact resistance shall not exceed the maximum specified value.

Sealing (if applicable): IEC 60512-7, Test 14b or other tests of Part 14: Sealing tests,
according to IEC 60512-1-100, as specified in the detail specification.
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